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auger microscopy, SAM)^ - i: f| t ^ * «l i;(.auger 
e 1 ectrdn spectroscopy, AES)^. ft 1£ & it. -ft Ifc ■# % 
# # ; (auger' analysi s) ' f I ^ & m. fii X 

\ V* >& ^. it # fcb lit ' « t # ^ #t p& 4l k /£ ° & ta ^ 

& * $c & 4s #t ' ife. # € ^ *f 3fc 4£ k it t H «J M t ^: 

^ ® ^ >J> # la '.9 it fft ^ »J ('K ^ 0 . m * ) ' J. # .-it Ji t St '• 

fR. & #T /# II ^ (^ 5 0^ ; ). • ta ^ m ft & & k #t & # : it 
^ i.jfc' # ^ ; flfj: jfe ft - # ft V & 41 m.^L 4k PS ^ 

t£ - lit te-.^.-f* -te;'*'.- •: 

• .****.-. '■' ■'- • * ' ■ " *-.'■' " -- . 

f - ^ ps & 5ii ' * ^ * ^ ps ± to ^ ' ^ B i . 

>l ^ T ^ ' 0 jtt Jk J£ M. t^ it n jt ^ k M. ft M • ® !tb # ^ 
# A ^ ^ - € M ft tb ( v o l t ag e : c o n t r a s t )#t & 4k PS 4^ 

44 ^ ♦ ^ ^ ffl 'Vst # ^ iX' > n & - & & m ^ 

v focus i on beam, F IB) • m U M t% #A ^ .'W ' ^ ! A ^ 

ps ^ ' # ^ a ^ ii ^ "?: m « t ^ > : t/f » it. ft 

iZ m tZ #. > 41 S'J ® it #- 4t ^ M ^ ^ t/r 14 0 o 




* 10 % 



i « ^tmttm (7) 

^ i& ?k 



*k m m m ■ • ^ it # t£ 4b ^ & & ft ft i 4 oaf- •> a 

fiC #. Hfc ffl * PQ ^ ^ 3r ' W -kP n tL 

If & (point -scan) sfc. (delayer).^ ^1 y ^ 

ft - ^ ^ «t ?f (de pth prof i 1 e )^ *f ' ■*■ ft ^ # «'J .'«, 

^ i - > it'*.4*-.3t.'M.*'.-*. *r --jft - &i ft ^ 
& # is - & ft ^ m tt & it # - n tt > i so- 

e, *° m ^ ■& & PS ¥J ft . * ' h jt v A &. /& # H£ XT ♦ A 




it ^ it- 



ii 



X T > 3* ^ - & t* m 41 ^ 4i $ i a .fep.iSj 



Mb # jt '.; '. 



At 



4€ J. 



ft ft & m & it */4ft PS K 'Mk & M 

" . *. * - - - > * 

«. « ..ps £ • it ft t * j." 

oo ^ *r s v . 



m 



ft i 

it e i t 



4* PS 



ft 



it - ^- tt m & %t w 

M ' Jt .1*0.. B# J-X f £o .jfe f& 

% JT >£: ^ it :# *k PS k ® ft 

f ^ 1 1 f a 1 A & & ° it 

A i $1 ^ J^J ' 

° ^ "' 1 1 a -fn -st 

- 4 ^ ;.^ v & ik M & 



ft ft ir & 



m 



ft 



ft -ft 



7b ' ^ 



ik T ."#! — ^ 

yt $L ^ jfe ^ 

it - ^ 3^ ^ # a ^ 
— ^ ^ . -f?'J t : ' ^ a 
iife; PS ^ gj t> : *f ^ 

-ft 



^ 

^ ■ — > ft ^ _L .'^ ^ - 



PS 



# *P ft M > ft v? % & m 

ft ft * & & ft ft ft ' ma 

#• li m ->'it /ft: ^ ^ ^ 



n V ^ ; ^ 

i$j j^T E7 ;^ 



^ it # 4 ^. ■ % 

g & in u f > ^ 
^ jl — ^ m M ®i tf 



it #• J 





i. > #«W*t«W (8) 

# M in M *' is. A&m fiL'-sp # 41- % — ft « # ^ 

^ ^ i?i At ' si itb t *° ^ # # ^ . fli; i m &i & m n m 

# % ® tw & & '& m ft M U m. at® - # « 

... . .. 

± & i% i& ft & % 4k fa & & & 'ted? ^ * #t 




A ■■<&./* -*f JSL ft # 3L #L . Uf JE. US' g ij£ ^ 4 # 

m & A ♦ > * • & # m & ft % k '< t # ' *p «. * ' 

& £ &i * & & — & » # & J. ±_ iz ft & ik » 



'■f 

•Ji : 



"9 



# ®. x ' m % & %t w % - s fa in t & m % ® 

3" & • V' ffl 4 #r # ^ w ^ jr :k it e 21 ok 

m ^ *j 2 2 O^l . V; # ^ % i& "$l # H- US' ^ 21 . *fr - ft # J: 

m &..f i # # it e 'afc ^ > # 2 3 o cm a m ^ ^ 

© : J. ; >h M 0 V 2tl * )/' ffii ^ f * .#f ^ >i. ' ^ :^ — # ^ II- 

X: tl M n & ft % $t i± ' ffa ¥ # 0 . 

s M m -ffij it ^ m M m m m ° ;M v 

ift ® .tf ^ *f 2 40 » It # 4" ® \E9 ' ffil E9 ^ - .^a ^ > $ ffi) 
t ' ^ t K ' ffil v3 ffr t^- >. M ^ M 6^ H 4 i±J ^ R : 

2 6 2# :* _L ^ . 2 6 4 ^ ii ^ ^ t£ pi Sfc "«f ^ 4k p\ : \ 

m a$ & & ' te 4r ^ ^ s ^1 & & ifr -ft - p m %\ M. u 
: > ^ & Ah © ' a itb ^ # ^ itb & m ^ m. $l ' . 

pa >§ © • » ?p 't: ^: m & it —' f-i m ' 



^ ^ ifc # 
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(9) 



fit T 
it ft 



tfj « HI i lie 



4b 



SI ^ 

m n 



ft 



ml 



s v 



w - « fMi ^ m ; «t B ^ t & m % >l a** m t£ #. 

#j 21 - i-x ^ - fi 4b Ik 4l Sfc jR m % Wi ' # ^ ^ 
320i# i® $ t..v # % # &■ P6 # 45t V *j t£ 4*. ^ T /# 

W f *° ft #f .it. ft & m J& ® ft ,ft ' Vi£ #t #J i# * 

# la. /£ ^ *f # £ # * f£ ^ P6 isi" & H A £fc #r 

it * & # *j -ft *j ' » it i& it * '** ;t ^- m m 

M 3L ^ : %L • •> . *».; |;i m ' £ ^ # '<¥!■ ^ PS % 

?j & . it >r > *f ' . m & 4k Pa *8t M-j 3 2 0 * a # A € 

(SEM)# k *J*fe h ft ^ jf - vJp t;f ^ jjt 
■.H #. 3 3 0 ' # *F W * it ft lt # 
m. W JT ; k t£ ^ - .i > # /> > : ffl 

W ^ — IJL J&' ffl tf ^ 7F ^ ffl . ° V 




^ ft m 3 4 0> 



0./in l^ il l ft ^ ^ ib *^ >f 3 7 ^ Xb |t ># 3 7 4M # W > 

^ ^ 3 76 ' it ^; it ^ ps ^ ^ ^ ^ ® #; ^ i ^ 

it, & m ^ \ ^ M ^ - ^ t ^ ^ it m % > w %>'n & 
sk .# -jw ^ # m ^ ^ it ft ^ #t n i£ .' '■■.JiA/i Jt ^ ¥ 

' a ^ ^ -;k itt — M ^ •">. 



6fc Po 



H Ifc . f ^ ft #f t ^ *A Pa S ^ ft . ^ 5^ ' ^ # 

^ S ^ *f ^ & #. II * M ^ ^ ^ ^ jjt # Xb > ^a. ^ ft # 



^. tp s it , ', * ffl it ^ M ^ * t i i .^ ^ ^ 

4 4 ® ' it *T ^ Jft ^ 4 ^ Po ^. S ^ # ^ it # ^ ^- -6t >1 ' 

m m & - m & - a ■■"•u — & m & m ' ° &t 
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y p ' -4^ °/3 






-7 

J 




"J. $t 3T 








3" 3Mb ^ 
















it - 




Sit 








& £ 




lit 




T ' It & J£ ^£ 










U rn. $- 








£ ' it "f 'J 'k n 


1- 


a 
aa 






M n % 









8* 


5!l 




[5] ^ 




ft 


it m 






















i 

« _L ^/f i& 4$ 4r ^ 
*'J l£ ffl //f .«t: ^ ^ 






a £ 4l it m w ' ^ ^ * ^ B % t -t 

'ft 4b & # ' $ ^ 4 ^ # a £ # *J ^ 
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M 




t - £fc p 



m' jr & ?f' & is 



f *° & #f 

& # t - ^ p& & m & m & ^ t~ m 



- & # B J! $ - f i >J t ^ - *k PS Jfc.'S ^ #f 3- * 7F 



«B 



/ I \ ffS7 ] 



E3 4k- «: B £. £ — 1f *fc #'J t - & ^ S 

— #J t ^ — 4& PS 0 ^ ft 3- >£ 7F 



- *; 



s*. 4i ft *fe tt m 



10 ji m. a 

3 0 
5 0 
70 



t U C .; 



1 20 m m m. 

14 0 4b # M 

1 6 0 &"m % ® ft 

2 4 0 ® If ft " 

2 6 2 *> ^ >t 

310 Jfc #l 



If #'J t — 15. /& ^ 



130 

1 5 0 
210 
230 

2 5 0 
2 64 
32 0 



"a 



.55? El 



20 ^ ^ B 
40 U M D 

6 0 :V^;:te/"*fe 3?'J 

1 10 ^. #. 



4& PS 



tf ^ *f 



0t 



ps ik m 
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.5* * t*fr#*J*saa . 

I'. — * *fe f&-J& ® ft ft ft & ' &■ & /fr % T ?'J # 
4£ ^ — & ^ (sample) ' i& 4fc ^ 4l _L £ ®'-L' * * *t 48.*fc 




P 



it *r — PS >*I (defect inspection) » a 4£ * % 4sk 

. - • 

F3 i 'A 'h': 4£ 



# # it ft - 4i^b> M 4 >f ; 

*i- # n it ^ & ft ft ^ m )k & it e — . ® 

( mapp i ng ); W ■'■[■ 

m m n ft ft i & & >j m m % & ^ & £ % ® » 



2.4° f it f ffg @ i. i^- ^ ^- » ^ t tt ft * ^ & 4 J& 

#j & "» # & ^ # - m ft m ^ j& a ^ #1 J5«j n $ & m, 

m ' m. m % t£ . - # m m ^ ^ m #. ffl. ff. 4 '■••i: it - 

* & ft ft ft ft A ° 



3.^ t t# *■].; B m : : % m #l -ft * . ' * t t M ^ l& ^ A- * 
h ^ 0. 2#t. * 4 '.sji '■|i;|ai^ , V ii 4t ^ M ^i ft ft # M 
ft ifc M % ^ (auger electron)^ i| ft 4k $>l 0 



4-.:*» tf mm m % sm m ft i tt^ ^ & %m m 

' -,m . ^. ifc /flit ^ M. M ( scann i ng auger m i c r o s copy , 

SAM )«& — Ifc # it, f i (auger; electron 

s p e ct rose op y , . A ES) fr-if , # # ^ it /ft # Ja 4 ^ #f 0 
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5 J" f It # *'J fa m l*R * & • & t # t£ ^ A * 

A ^ 0 . 2m * > A - H A % & #3 & -f- Bf ' A 4b * *a /& 
^ *f #. *»J "ffl - * .ft # £-;*f' $ (energy d i spersi ve 
spectrometer, EDS)^. & ft ik ml • 




3r & $L & % Mb W I* (point scan)- -k. (delayer) 

^ *f v 4: >m it ^ (depth prof i 1 e)£- # >.-./'. 



7 . - m & m % m & m 3- & \ & & & % t h % 

H # r- ( samp l e )>v^ t ^ * * 1 1 j@ & m ; . 
it — ,€ MSTftb (vol tage contrast ) » a ffi M & %t % *k 

%l . 

M --t I i-f i (focus ion beam, F I B )# t£ ti'it.# 

t#/#J ' >x fc- j*; & ^ — , £«] & $ £h . .; ix i ! 

*ll Ifc € % .( aiige r e 1 ectrbrt )M i£ ^ £'J © it — V 

-fb ¥ & ^ ^ *f " 



tf< 0 t£ 4b # *bl: 4 *f. ^JI Jfl £ it # — SI 
(mapping); J-X ^ V 

r. ;4< m @i tt ^ ^ ^ & p] "&i'.-m % & m 



8 . ;*» t ' >J ;f£ ffi % & * &.,t ^ ^ *»j m - 

4h9 ^, ife ' tfe ' ^ M/W $t ( s can n i n g a u g e r m i c r o sco p y , 
S.AM)i M % it, ft # (auger e 1 ectron 
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spectroscopy, .AES)*. M t* %k £'J © it -ft lb 3* j& 




9.*o t if >ij |& % % ft ij & ... t lb # & > ^ */f 
^ * # a 5t i£ # & (point scan)#fe #j A A it It' • 
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